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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸着ノズルに吸着した部品を撮像するカメラと、
　前記カメラで撮像した画像を処理して前記部品の形状を認識して当該部品の形状データ
を計測する画像処理部と、
　前記画像処理部で計測した部品の形状データの計測値を画像処理用部品形状データと比
較して当該部品の形状データの計測値のずれ量が所定の許容値以内であるときに正常と判
定して当該部品を回路基板に実装する動作を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記部品の形状データの計測値のずれ量が前記許容値を超えているとき
に当該部品の形状データの計測値のずれ量を前記許容値よりも大きいリトライ判定値と比
較して、（１）当該部品の形状データの計測値のずれ量が前記リトライ判定値を超えてい
れば異常と判定して当該部品を所定の廃棄場所に廃棄し、（２）当該部品の形状データの
計測値のずれ量が前記リトライ判定値以内であれば前記吸着ノズルに吸着した部品を再び
前記カメラで撮像して当該部品の形状データを計測し直してその計測値のずれ量が前記許
容値以内であるか否かで正常か否かを判定するリトライ撮像処理を実行する、部品実装機
であって、
　前記制御部は、前記リトライ撮像処理の実行回数が増える毎に前記リトライ判定値を前
記許容値との差が小さくなるように変更し、正常／異常の判定終了後に当該リトライ判定
値を初期の値に戻す、部品実装機。
【請求項２】
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　前記制御部は、前記リトライ撮像処理を実行する場合に前記部品を撮像する条件を最初
の撮像時と同じ条件にする、請求項１に記載の部品実装機。
【請求項３】
　前記制御部は、前記リトライ撮像処理で計測し直した前記部品の形状データの計測値の
ずれ量が前記許容値を超えていても前記リトライ判定値以内であれば再び前記リトライ撮
像処理を実行し、前記リトライ撮像処理を所定回数実行しても正常と判定されなかったと
きに異常と判定して前記部品を所定の廃棄場所に廃棄する、請求項１又は２に記載の部品
実装機。
【請求項４】
　作業者が手動操作で前記リトライ撮像処理の最大実行回数を前記制御部に入力可能とな
っている、請求項３に記載の部品実装機。
【請求項５】
　作業者が手動操作で前記リトライ判定値を前記制御部に入力可能となっている、請求項
１乃至４のいずれかに記載の部品実装機。
【請求項６】
　前記許容値及び前記リトライ判定値は、前記画像処理用部品形状データに設定されてい
る、請求項１乃至５のいずれかに記載の部品実装機。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、吸着ノズルに吸着した部品をカメラで撮像してその画像を処理して当該部
品の正常／異常を判定する機能を搭載した部品実装機に関する技術を開示したものである
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、部品実装機は、特許文献１（特開２００５－１６６８５０号公報）や、特許文
献２（特開２００７－１４２０３９号公報）等に記載されているように、吸着ノズルに吸
着した部品をその下方からカメラで撮像して、その画像を処理して当該部品の形状を認識
して、当該部品の形状データ（例えば、リード付き部品であれば、リード長さ、リードピ
ッチ、リード幅、リード曲がり、部品ボディのＸ・Ｙ方向の寸法等）を計測して、その計
測値を事前に作成した画像処理用部品形状データと比較して、その計測値のずれ量が予め
決められた許容値（トレランス）以内であるか否かで、正常（実装可能）／異常（実装不
可）を判別して、正常と判定した部品を回路基板に実装し、異常と判定した部品を所定の
廃棄場所に廃棄するようにしている。
【０００３】
　更に、特許文献１では、画像認識したリードの本数が画像処理用部品形状データに設定
されたリード本数と異なっている場合に、リードのエッジを画像認識するエッジ判定しき
い値を調整して、再度リード検出処理（リトライ画像処理）を行うようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１６６８５０号公報
【特許文献２】特開２００７－１４２０３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、部品の形状を画像認識して形状データを計測するため、画像処理による計測
誤差が生じることは避けられない。このため、実際のずれ量（寸法公差）が許容値以内に
収まっている部品でも、画像処理の計測誤差により計測値のずれ量が許容値を超えて異常
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と判定されて廃棄されてしまう可能性がある。回路基板に実装する電子部品の中には、高
価な部品もあるため、部品の廃棄数を減らすことがコスト削減につながる。このような観
点から、実際のずれ量が許容値以内に収まっている部品が画像処理の計測誤差により異常
と判定されて廃棄されることを避けたいという要求がある。
【０００６】
　そこで、部品の形状データの計測値のずれ量が許容値を超えていると判定されたときに
、前記特許文献１のように、エッジ判定しきい値等の画像処理パラメータを変更してリト
ライ画像処理を行うことが考えられる。
【０００７】
　しかし、画像処理パラメータは、生産開始前に、撮像条件等と共に最適化されているた
め、画像処理パラメータを変更してリトライ画像処理を行うと、かえって計測誤差が大き
くなる可能性があり、その結果、実際のずれ量が許容値を超えている部品が、リトライ画
像処理の計測誤差により計測値のずれ量が許容値以内に収まって正常と誤判定されてしま
う可能性があり、製品品質・信頼性を低下させてしまう原因となる。
【０００８】
　しかも、計測値のずれ量が許容値を超えていると判定された全ての部品について、リト
ライ画像処理を何回か行うと、画像処理に要する時間が延びてしまい、サイクルタイムが
長くなって生産性が低下するという欠点もある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、吸着ノズルに吸着した部品を撮像するカメラと、前記カメ
ラで撮像した画像を処理して前記部品の形状を認識して当該部品の形状データを計測する
画像処理部と、前記画像処理部で計測した部品の形状データの計測値を画像処理用部品形
状データと比較して当該部品の形状データの計測値のずれ量が所定の許容値以内であると
きに正常と判定して当該部品を回路基板に実装する動作を制御する制御部とを備え、前記
制御部は、前記部品の形状データの計測値のずれ量が前記許容値を超えているときに当該
部品の形状データの計測値のずれ量を前記許容値よりも大きいリトライ判定値と比較して
、（１）当該部品の形状データの計測値のずれ量が前記リトライ判定値を超えていれば異
常と判定して当該部品を所定の廃棄場所に廃棄し、（２）当該部品の形状データの計測値
のずれ量が前記リトライ判定値以内であれば前記吸着ノズルに吸着した部品を再び前記カ
メラで撮像して当該部品の形状データを計測し直してその計測値のずれ量が前記許容値以
内であるか否かで正常か否かを判定するリトライ撮像処理を実行することを共通の特徴と
し、更に、後述する特徴を備えている。ここで、リトライ判定値は、例えば、許容値より
も画像処理の最大計測誤差相当分だけ大きい値又はそれ以上の値に設定すれば良い。
                                                                                
【００１０】
　要するに、部品の形状データの計測値のずれ量が許容値よりも大きいリトライ判定値を
超えていれば、当該部品の形状データの計測値のずれ量が許容値よりも画像処理の最大計
測誤差相当分以上大きいため、当該部品の形状データの実際のずれ量（寸法公差）が許容
値を超えていると判断できる。従って、この場合は、リトライ撮像処理を行わずに、その
まま異常と判定して当該部品を廃棄するものであり、これにより、無駄なリトライ撮像処
理により画像処理に要する時間が延びることを防止して、サイクルタイムの遅延（生産性
の低下）を防止するものである。
【００１１】
　これに対し、部品の形状データの計測値のずれ量がリトライ判定値以内であれば、部品
の形状データの計測値のずれ量が画像処理の計測誤差によって許容値を越えた可能性があ
るため、リトライ撮像処理を実行して、吸着ノズルに吸着した部品を再びカメラで撮像し
て当該部品の形状データを計測し直してその計測値のずれ量が許容値以内であるか否かを
判定するものであり、その結果、計測値のずれ量が許容値以内であれば、正常と判定して
当該部品を回路基板に実装するものである。これにより、実際のずれ量（寸法公差）が許
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容値以内に収まっている部品が、画像処理の計測誤差により異常と判定されて廃棄されて
しまう可能性を低減することができ、部品の廃棄数を減らしてコスト削減を実現すること
ができる。
【００１２】
　この場合、リトライ撮像処理の実行回数は１回のみであっても良いが、２回以上であっ
ても良い。例えば、リトライ撮像処理で計測し直した部品の形状データの計測値のずれ量
が前記許容値を超えていても前記リトライ判定値以内であれば再び前記リトライ撮像処理
を実行し、前記リトライ撮像処理を所定回数実行しても正常と判定されなかったときに異
常と判定して前記部品を所定の廃棄場所に廃棄するようにしても良い。このようにすれば
、実際のずれ量（寸法公差）が許容値以内に収まっている部品が、画像処理の計測誤差に
より異常と判定されて廃棄されてしまう可能性を更に低減することができ、部品の廃棄数
を更に減らすことができる。
【００１３】
　ここで、リトライ撮像処理の最大実行回数（所定回数）は、予め決められた一定の回数
であっても良いし、作業者が手動操作で前記制御部に入力可能に構成しても良い。
【００１４】
　また、リトライ判定値も、予め決められた一定の値であっても良いし、作業者が手動操
作で前記制御部に入力可能に構成しても良い。
【００１５】
　また、リトライ撮像処理を２回以上実行する場合、毎回、同じリトライ判定値を用いて
も良いが、リトライ撮像処理の実行回数が増えるほど、正常と判定される可能性が少なく
なることを考慮して、リトライ撮像処理の実行回数が増える毎にリトライ判定値を許容値
との差が小さくなるように変更し、正常／異常の判定終了後に当該リトライ判定値を初期
の値に戻すようにしても良い。
【００１６】
　更に、リトライ撮像処理を実行する場合に、部品を撮像する条件（カメラのシャッタ速
度及び／又は照明条件）を最初の撮像時と同じ条件にすれば良い。部品を撮像する条件を
変更すると、部品の映り方が変化して、画像処理による形状データの計測値が変化する可
能性があるためである。
【００１７】
　前記許容値及び前記リトライ判定値は、画像処理用部品形状データに設定するようにす
れば良い。このようにすれば、部品毎に許容値とリトライ判定値を画像処理用部品形状デ
ータと関連付けて容易に管理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は本発明の一実施例の部品実装機の構成を説明する側面図である。
【図２】図２は部品実装機の制御系の構成を示すブロック図である。
【図３】図３は画像処理による部品の正常／異常判定、リトライ撮像処理、許容値及びリ
トライ判定値の関係を示す図である。
【図４】図４は部品実装機制御プログラムの処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を用いて一実施例を説明する。
　まず、図１に基づいて部品実装機の構成を説明する。
【００２０】
　部品実装機のベース台１１上には、回路基板１２を搬送するコンベア１３が設けられて
いる（以下、このコンベア１３による回路基板１２の搬送方向をＸ方向とし、その直角方
向をＹ方向とする）。このコンベア１３を構成する２本のコンベアレール１３ａ，１３ｂ
とコンベアベルト１４ａ，１４ｂを支持する支持部材１５ａ，１５ｂのうち、片方の支持
部材１５ａを、一定位置に固定し、その反対側の支持部材１５ｂのＹ方向位置を送りねじ
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機構（図示せず）等によってガイドレール１６に沿って調整することで、コンベア１３の
幅（コンベアレール１３ａ，１３ｂの間隔）を回路基板１２の幅に合わせて調整できるよ
うになっている。
【００２１】
　また、ベース台１１上のコンベア１３の側方には、フィーダセット台２２が設けられ、
このフィーダセット台２２に複数のフィーダ２３がＹ方向に着脱可能にセットされている
。各フィーダ２３には、多数の部品を等ピッチで収容した部品供給テープが巻回されたリ
ール２４がセットされ、該リール２４から引き出された部品供給テープの先頭の部品が部
品吸着位置（吸着ノズル２５で部品を吸着する位置）に位置するようにセットされる。
【００２２】
　この部品実装機には、実装ヘッド２６を部品吸着位置→部品撮像位置→部品実装位置の
経路で移動させるヘッド移動装置２７（図２参照）が設けられている。実装ヘッド２６に
は、フィーダ２３により部品吸着位置に送られた部品を吸着する１本又は複数本の吸着ノ
ズル２５が下向きに保持され、部品吸着動作時及び部品実装動作時に該吸着ノズル２５が
下降／上昇するようになっている。また、部品実装機には、実装ヘッド２４と一体的に移
動して回路基板１２の基準マーク等をその上方から撮像するマーク撮像用のカメラ３１（
図２参照）と、吸着ノズル２５に吸着した部品をその下方から撮像する部品撮像用のカメ
ラ３２とが設けられている。この部品撮像用のカメラ３２は、ベース台１１上のコンベア
１３とフィーダセット台２２との間のスペースに上向きに固定されている。
【００２３】
　図２に示すように、部品実装機の制御装置３３（制御部）には、キーボード、マウス、
タッチパネル等の入力装置３４と、後述する図４の部品実装機制御プログラムや画像処理
用部品形状データ等を記憶するハードディスク、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の記憶装置３５と、液
晶ディスプレイ、ＣＲＴ等の表示装置３６が接続されている。
【００２４】
　この部品実装機の制御装置３３は、コンピュータを主体として構成され、部品実装機の
各機能の動作を制御する制御部として機能すると共に、マーク撮像用のカメラ３１と部品
撮像用のカメラ３２で撮像した画像を処理する画像処理部としても機能する。
【００２５】
　部品実装機の制御装置３３は、コンベア１３により所定位置に搬入されてクランプされ
た回路基板１２の基準マークをその上方からマーク撮像用のカメラ３１で撮像して該基準
マークを認識し、該基準マークの位置を基準にして回路基板１２の各部品実装位置を計測
すると共に、実装ヘッド２６を部品吸着位置→部品撮像位置→部品実装位置の経路で移動
させて、フィーダ２３から供給される部品を実装ヘッド２６の吸着ノズル２５で吸着して
当該部品を部品撮像用のカメラ３２で撮像して、その撮像画像を処理して当該部品の形状
を認識して当該部品の形状データを計測する。ここで、部品の形状データとは、例えば、
リード付き部品であれば、リード長さ、リードピッチ、リード幅、リード曲がり、リード
のＸ・Ｙ方向の位置、部品ボディのＸ・Ｙ方向の寸法等であり、ＢＧＡ部品であれば、ボ
ール径、ボールピッチ、ボールのＸ・Ｙ方向の位置、部品ボディのＸ・Ｙ方向の寸法等で
ある。
【００２６】
　部品実装機の制御装置３３は、後述する図４は部品実装機制御プログラムを実行するこ
とで、画像処理で計測した部品の形状データの計測値を事前に作成した画像処理用部品形
状データと比較して、全ての形状データの計測値のずれ量が予め決められた許容値（トレ
ランス）以内であるか否かで、正常（実装可能）であるか否かを判定して、正常と判定し
た部品を回路基板に実装する。ここで、部品の形状データの計測値のずれ量は、その計測
値と画像処理用部品形状データとの差分値の絶対値である。
【００２７】
　　　　　　　計測値のずれ量＝｜計測値－画像処理用部品形状データ｜
【００２８】
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　ここで、画像処理用部品形状データは、予め、部品のＣＡＤデータや製品仕様を用いて
作成したり、或は、画像処理用部品形状データ作成システムで部品を撮像した画像を処理
して形状データを計測して作成したものが用いられる。
【００２９】
　一方、部品実装機の制御装置３３は、部品のいずれかの形状データの計測値のずれ量が
許容値を超えている場合には、当該形状データの計測値のずれ量を許容値よりも大きいリ
トライ判定値（図３参照）と比較する。ここで、リトライ判定値は、例えば、許容値より
も画像処理の最大計測誤差相当分だけ大きい値又はそれ以上の値に設定されている。従っ
て、部品実装機の制御装置３３は、当該部品の形状データの計測値のずれ量がリトライ判
定値を超えていれば異常と判定して当該部品を所定の廃棄場所に廃棄する。要するに、部
品の形状データの計測値のずれ量が許容値よりも大きいリトライ判定値を超えていれば、
当該部品の形状データの計測値のずれ量が許容値よりも画像処理の最大計測誤差相当分以
上大きいため、当該部品の形状データの実際のずれ量（寸法公差）が許容値を超えている
と判断できる。従って、この場合は、リトライ撮像処理を行わずに、そのまま異常と判定
して当該部品を廃棄するものであり、これにより、無駄なリトライ撮像処理により画像処
理に要する時間が延びることを防止して、サイクルタイムの遅延（生産性の低下）を防止
するものである。
【００３０】
　これに対し、部品実装機の制御装置３３は、当該部品の形状データの計測値のずれ量が
リトライ判定値以内であれば、吸着ノズル２５に吸着した部品を再びカメラ３２で撮像し
て当該部品の形状データを計測し直してその計測値のずれ量が許容値以内であるか否かで
正常か否かを判定するリトライ撮像処理を実行する。要するに、部品の形状データの計測
値のずれ量がリトライ判定値以内であれば、部品の形状データの計測値のずれ量が画像処
理の計測誤差によって許容値を越えた可能性があるため、リトライ撮像処理を実行して、
吸着ノズル２５に吸着した部品を再びカメラ３２で撮像して当該部品の形状データを計測
し直してその計測値のずれ量が許容値以内であるか否かを判定するものであり、その結果
、計測値のずれ量が許容値以内であれば、正常と判定して当該部品を回路基板１２に実装
するものである。これにより、実際のずれ量（寸法公差）が許容値以内に収まっている部
品が、画像処理の計測誤差により異常と判定されて廃棄されてしまう可能性を低減するこ
とができ、部品の廃棄数を減らしてコスト削減を実現することができる。
【００３１】
　この場合、リトライ撮像処理の実行回数（リトライ回数）は１回のみであっても良いが
、本実施例では、部品実装機の制御装置３３は、リトライ撮像処理で計測し直した部品の
形状データの計測値のずれ量が前記許容値を超えていても前記リトライ判定値以内であれ
ば再び前記リトライ撮像処理を実行し、前記リトライ撮像処理を所定回数実行しても正常
と判定されなかったときに異常と判定して前記部品を所定の廃棄場所に廃棄するようにし
ている。このようにすれば、実際のずれ量（寸法公差）が許容値以内に収まっている部品
が、画像処理の計測誤差により異常と判定されて廃棄されてしまう可能性を更に低減する
ことができ、部品の廃棄数を更に減らすことができる。尚、リトライ撮像処理で計測し直
した部品の形状データの計測値のずれ量がリトライ判定値を超えていれば異常と判定して
当該部品を所定の廃棄場所に廃棄する。
【００３２】
　ここで、リトライ撮像処理の最大実行回数（所定回数）は、予め決められた一定の回数
であっても良いし、作業者が入力装置３４を手動操作して制御装置３３に入力可能に構成
しても良い。
【００３３】
　また、リトライ判定値も、予め決められた一定の値であっても良いし、作業者が入力装
置３４を手動操作して制御装置３３に入力可能に構成しても良い。前述したように、リト
ライ判定値は、許容値よりも画像処理の最大計測誤差相当分だけ大きい値又はそれ以上の
値に設定すれば良いが、例えば、許容値を２０％（所定％）増大させた値をリトライ判定
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値に設定する等、許容値を基準にしてリトライ判定値を設定するようにしても良い。
【００３４】
　また、リトライ撮像処理を２回以上実行する場合、毎回、同じリトライ判定値を用いて
も良いが、リトライ撮像処理の実行回数が増えるほど、正常と判定される可能性が少なく
なることを考慮して、リトライ撮像処理の実行回数が増える毎にリトライ判定値を許容値
との差が小さくなるように変更し、正常／異常の判定終了後に当該リトライ判定値を初期
の値に戻すようにしても良い。
【００３５】
　更に、リトライ撮像処理を実行する場合に、部品を撮像する条件（カメラ３２のシャッ
タ速度及び／又は照明条件）を最初の撮像時と同じ条件にするようにしている。部品を撮
像する条件を変更すると、部品の映り方が変化して、画像処理による形状データの計測値
が変化する可能性があるためである。
【００３６】
　前記許容値及び前記リトライ判定値は、生産ジョブ（生産プログラム）に設定しても良
いが、本実施例では、前記許容値及び前記リトライ判定値を画像処理用部品形状データに
設定するようにしている。このようにすれば、部品毎に許容値とリトライ判定値を画像処
理用部品形状データと関連付けて容易に管理することができる。
【００３７】
　以上説明した本実施例の部品撮像動作の制御は、部品実装機の制御装置３３によって、
図４の部品実装機制御プログラムに従って次のように実行される。
【００３８】
　図４の部品実装機制御プログラムは、生産開始時に起動され、まずステップ１０１で、
実装ヘッド２６を部品吸着位置へ移動させ、次のステップ１０２で、吸着ノズル２５を下
降させて、フィーダ２３によって供給される部品を吸着ノズル２５に吸着してピックアッ
プする。この後、ステップ１０３に進み、実装ヘッド２６を部品撮像位置へ移動させて、
次のステップ１０４で、吸着ノズル２５に吸着した部品を部品撮像用のカメラ３２で撮像
する。この後、ステップ１０５に進み、カメラ３２で撮像した画像を処理して当該部品の
形状を認識して当該部品の形状データを計測し、次のステップ１０６で、当該部品の形状
データの計測値を画像処理用部品形状データと比較して、当該部品の形状データの計測値
のずれ量を算出する。
【００３９】
　この後、ステップ１０７に進み、当該部品の形状データの計測値のずれ量が許容値以内
であるか否かを判定し、当該部品の形状データの計測値のずれ量が許容値以内と判定され
れば、ステップ１０８に進み、正常と判定して、ステップ１０９に進み、実装ヘッド２６
を部品実装位置へ移動させて、次のステップ１１０で、吸着ノズル２５に吸着した部品を
回路基板１２に実装して、上記ステップ１０１に戻り、上述した動作を繰り返す。
【００４０】
　これに対し、上記ステップ１０７で、部品の形状データの計測値のずれ量が許容値を超
えていると判定されれば、ステップ１１１に進み、部品の形状データの計測値のずれ量が
リトライ判定値以内で且つリトライ撮像処理の実行回数であるリトライ回数が所定回数以
下であるか否かを判定する。その結果、部品の形状データの計測値のずれ量がリトライ判
定値以内で且つリトライ回数が所定回数以下であると判定されれば、上述したステップ１
０４～１０７の処理を繰り返す。これにより、リトライ撮像処理を実行して、吸着ノズル
２５に吸着した部品を再びカメラ３２で撮像して当該部品の形状データを計測し直してそ
の計測値のずれ量が許容値以内であるか否かを判定する。
【００４１】
　このリトライ撮像処理により、当該部品の形状データの計測値のずれ量が許容値以内と
判定されれば、正常と判定して、ステップ１０８～１１０の処理を実行して、実装ヘッド
２６を部品実装位置へ移動させて、吸着ノズル２５に吸着した部品を回路基板１２に実装
して、ステップ１０１に戻り、上述した動作を繰り返す。
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【００４２】
　一方、上記ステップ１１１で、部品の形状データの計測値のずれ量がリトライ判定値を
超えていると判定された場合、又は、リトライ回数が所定回数を超えていると判定された
場合には、ステップ１１２に進み、異常と判定して、次のステップ１１３で、当該部品を
所定の廃棄場所に廃棄して、上記ステップ１０１に戻り、上述した動作を繰り返す。
【００４３】
　以上説明した本実施例によれば、画像処理により計測した部品の形状データの計測値の
ずれ量を許容値よりも大きいリトライ判定値と比較して、当該部品の形状データの計測値
のずれ量が前記リトライ判定値を超えていれば異常と判定して当該部品を所定の廃棄場所
に廃棄するようにしたので、当該部品の形状データの計測値のずれ量が許容値よりも大き
いリトライ判定値を超えているか否かで、当該部品の形状データの実際のずれ量が許容値
を超えているか否かを判定して、超えている場合には、異常と判定して、リトライ撮像処
理を行わずに当該部品を廃棄するものであり、これにより、無駄なリトライ撮像処理によ
り画像処理に要する時間が延びることを防止して、サイクルタイムの遅延（生産性の低下
）を防止することができる。
【００４４】
　しかも、当該部品の形状データの計測値のずれ量がリトライ判定値以内であれば、部品
の形状データの計測値のずれ量が画像処理の計測誤差によって許容値を越えた可能性があ
ると判断して、リトライ撮像処理を実行して、吸着ノズル２５に吸着した部品を再びカメ
ラ３２で撮像して当該部品の形状データを計測し直してその計測値のずれ量が許容値以内
であるか否かを判定するようにしたので、実際のずれ量が許容値以内に収まっている部品
が、画像処理の計測誤差により異常と判定されて廃棄されてしまう可能性を低減すること
ができ、部品の廃棄数を減らしてコスト削減を実現することができる。
【００４５】
　尚、上記実施例では、吸着ノズル２５に吸着した部品を撮像する部品撮像用のカメラ３
２を部品実装機のベース台１１上に固定するようにしたが、例えば、吸着ノズル２５に吸
着した部品を撮像するカメラを実装ヘッド２６に取り付けて、吸着ノズル２５に吸着した
部品を部品実装位置へ移動させながら、当該部品を当該カメラで撮像するようにしても良
い。
【００４６】
　その他、本発明は、上記実施例に限定されず、例えば、部品実装機の構成を適宜変更し
ても良い等、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００４７】
　１２…回路基板、１３…コンベア、２３…フィーダ、２５…吸着ノズル、２６…実装ヘ
ッド、２７…ヘッド移動装置、３２…部品撮像用のカメラ、３３…制御装置（制御部，画
像処理部）
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